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개요 Variational Auto encoder Neural Network을 활용한 반도체 공정의 불량 웨이퍼 
혐의 공정 및 파라미터 식별 

연구개발 
결과

Variational Autoencoder 신경망 개발 

활용분야 및 
기대효과

소수의 데이터 환경에서 혐의 공정 파악에 도움이 됨 


